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Et i-kredsigbtestapparat (fabrikationsfejlanalysator) til bestem-
melse af fabrikationsfejl i en elektrisk kredsigbsplade, s3som kort-
slutninger, banefejli, fejlindsatte, udeladte og udenfor tolerance lig-
gende komponenter osv., og ikke til udfgrelse af fuld funktionsaf-
prgvning af kredsigbspladen, omfatter et system af toretningsstrgm-
ledende analoge skiftenetvaerk (31-34), der hvert fastlegger et test-
punkt (37) for forbindelse til et knudepunkt i en kredslgbspiade, og
som under programmelstyring af det respektive skiftenetvaerk kan
forbindes enten med en stimuluskilde (terminal 35) eller med et re-
ference-(f.eks. jord-) potential (terminal 36) og samtidigt ogs8 med
en indgang (38,39) p& en m§Ieanordhing. En modstand, kondensator,
induktans eller anden kredsigbskomponent kan forbindes meilem test-
punkterne (37) tilvejebragt af to af skiftenetvarkene og kan sdledes
udsettes for en passende stimulus, og dens svar mdles og analyseres
for ‘-bestemmelse af levedygtigheden af den respektive komponent. En
modificeret form af apparatet muligggr, at forstarkningen af diskrete
transistorer ogsa overvages. En bordmodel af apparatet har et rum i
sit hovedhus til optagelse af et udskifteligt pladeaffglingsmodul, som
er kundeudformet til en bestemt plade, som skal afprgves, og har et



kundeudformet sondesystem, der er koblet til den ene del af en uni-~

versal sammenkoblingskonnektor, hvis anden del er anbragt i rummet

i hovedhuset, sdledes at de to dele fgres sammen, ndr modulet ind-

sattes i rummet i huset.
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